
薄膜膜厚仪,嘉仪自动化,涂层膜厚仪

产品名称 薄膜膜厚仪,嘉仪自动化,涂层膜厚仪

公司名称 东莞市嘉仪自动化设备科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:捷扬

公司地址 广东省东莞市茶山镇甑岭路10号301室（注册地
址）

联系电话  18122938353

产品详情

在现代科学技术中，薄膜已有广泛的应用。薄膜厚度是薄膜性能参数的重要指标，薄膜厚度是否均匀一
致是检测薄膜各项性能的基础。目前，两类主要的薄膜测量是基于光学和探针的方法。探针法测量厚度
及粗糙度是通过监测精细探针划过薄膜表面时的偏移。探针法在测量速度和精度上受限，并且测量厚度
时需要在薄膜里作一个“台阶”。探针法通常是测量不透明薄膜（例如金属）的较好方法。光学法是通
过测量光与薄膜如何相互作用来检测薄膜的特性。光学法可以测量薄膜的厚度、粗糙度及光学参量。光
学参量是用来描述光如何通过一种物质进行传播和反射的。一旦得知光学参量，就可以同其它重要参量
（例如成分及能带）联系起来。两类常用的光学测量法是反射光谱法及椭圆偏光法。反射光谱法是让光
正（垂直）入射到样品表面，测量被薄膜表面反射回来的一定波长范围的光。椭圆偏光法测量的是非垂
直入射光的反射光及光的两种不同偏振态。一般而言，反射光谱法比椭圆偏光法更简单和经济，但它只
限于测量较不复杂的结构。

 捷扬光电的JFD-2000膜厚测试仪采用的是反射光谱法的原理，可测量薄膜的厚度及光学常数。反射光
谱包含了样品的反射率，膜层厚度，膜层和基底的折射率与消光系数的信息。光学参量（n和k）描述了
光通过薄膜如何进行传播。n是折射率，描述了光在材料中能传播多快，同时它表示入射角i与折射角r的
关系。k是消光系数，决定材料能吸收多少光。n与k是随着波长的变化而变化的。这种依赖关系被称为色
散。不同波长的光波在穿透被测膜层时会产生不同的相位差，由被测膜层的厚度与n，k值决定各个波长
的光所产生的相位差，涂层膜厚仪，相位差为波长整数倍时，产生建设性叠加，膜厚仪价格，此时反射
率大；相位差为半波长时，出现破坏性叠加，反射率低；整数倍与半波长之间的叠加，反射率介于大与
小反射之间，这样就形成了干涉图形。

东莞市嘉仪自动化设备科技有限公司：http://www.canneedauto.com/
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